
Vorlesung Methoden der Festkörperchemie Vorlage 2
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RTM-Aufnahme einer Si(111)- Oberfläche
(IT = 2 nA; U = 1.5 V)
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Atomare Auflösung einer Graphitober-
fläche

STM-Bild von 1T-TaS2 (I=6 nA, V=-10 mV) links: Originalbild der
√

13x
√

13-Über-
struktur; rechts: nach FFT-Filterung)


